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利用 Virtex-5 系统监控器加强

系统管理和诊断 
 

 
 
 
 
 采用 Virtex-5 系统监控器可以大大扩展 
 FPGA 设计的环境监控范围 
 
 
 

作者：Anthony Collins 
Xilinx 公司高级产品营销工程师 

 

电信行业要求具有很高的服务可用性 -

正如你一拿起电话就希望听到拨号音一

样。随着宽带服务提供商争相进入音频

和视频领域（伴随所谓的“三重播放”

的展开），用户期望他们可以在这些领域

实现同样的高可用性。 

    高可用性只能通过为构成系统的硬

件提供冗余性来实现。然而，为了有效

管理这种冗余，系统必须能够监控自己

的运行状态，如果发生故障，系统必须

在用户觉察到任何故障停机之前切换到

备用硬件。对物理环境的密切监控，让

运营商可以在发生任何部件故障时采取

积极行动。这涉及到监控机架内部的物

理环境，利用各种传感器来记录相关变

量，比如温度、电源电压、湿度和冷却

性能等。 

    FPGA是高可用性基础设施中的重

要构建模块。因此，应该密切监控系统

内FPGA的片上环境及其周围环境。

Xilinx® Virtex™-5 系统监控器可以更加
轻松地监控FPGA及其外部环境。 
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果需要，必须明确启用此功能方可生效。

 

对“检验器”进行检验 

为了让 Virtex-5 系统监控器提供精确而
又可靠的环境信息，需要对测量数据和

系统监控器操作进行可靠性检查。系统

监控器拥有大量有助于保证操作可靠性

的功能。ADC 的内置自动校准功能和传

感器可以纠正模拟测量系统中由工作环

境造成的任何漂移。自检功能还能让系

统主机对系统监控器的运行状态进行监

控。 
 
利用系统监控器 JTAG 访问 
功能 
Virtex-5 系统监控器还具备一个新功能，
即通过 JTAG TAP 访问模块的所有功

能。通过实现模拟测试和访问模拟信息，

您能够利用系统中现有的 JTAG 获得

更大的价值和效率。在配置 FPGA （该

FPGA 作为实际生产中 PC 板测试方

案的一部分）之前或正常操作的过程中，

可以访问这些功能，从而简化了调试。

    为了简化 PC 板的电源电压和电流

之类的片外测量，您可以在配置 FPGA 

之前使用特殊的 JTAG 命令来为外部

模拟输入创造条件。即使配置完 FPGA，

系统监控器也不需要在设计中进行明确

例示，因此可以通过 JTAG TAP 访问那

些用于实现调试功能的特性，即使是在

设计后期。为了确保系统监控器的可用

性，唯一的要求在于，必须提供正确的 PC 

板支持。这涉及与系统监控器用户指南

( www.xilinx.com/cn/bvdocs/userguide

s/ug192.pdf  )中描述的外部 2.5V 参考

IC 进行连接的问题。 

    图 2 显示了一个典型诊断应用，在

正常操作时对 FPGA 的物理运行环境

进行监控。在图 2 的例子中，系统监控

器用于观察大电流需求期间（从 t0 时刻

开始）功率分配系统 (PDS) 中的电压

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 图 1 - Virtex-5 系统监控器
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Virtex-5 系统监控器 
Virtex-5 系统监控器能够让用户轻松获
得 FPGA 片上（晶片）温度和电源条件

方面的信息。它还可以通过外部模拟输

入通道获取外部传感器信息（最多可以

监控 17 个外部传感器）。获取上述信息

需要很少的设计努力，甚至不需要，具

体取决于所需的功能。常见的功能，比

如报警、自动通道定序器和数据平均，

都可以从系统监控器模块中得到，这样

设计人员就能够轻而易举地开发出一个

解决方案。 

    图 1 给出了 Virtex-5 系统监控器的
结构图。该监控器的核心是一个10位（每

秒 200,000 个 采样）模数转换器

(ADC) 。 ADC 的模拟输入范围是

0V-1V。在 10 比特的分辨率下，该 ADC
能够处理的输入电压精度大约为 1 mV。

    如图 1 所示，片上传感器和外部模

拟输入通道都通过模拟多路复用器与

ADC 输入端相连。因此，从不同传感器

获得的电压必须由 ADC 转化成数字

量。测量结果被写入状态寄存器，并能

够利用 FPGA 架构或者通过 FPGA 和

PC 板的 JTAG 基础设施从外部轻松读

取上述状态寄存器中的数据。利用同样

的接口也可以对监控器的控制寄存器进 

行读写操作。控制寄存器对系统监控器

的操作（例如，针对测试、编程报警极

限和传感器平均的要求选择合适的传感

器通道）进行配置。加电后不久系统监

控器就完全进入工作状态，而且在不配

置 FPGA 的条件下就能够进行正确的

操作。默认情况下，加电后只会监控片

上传感器；但也可以启用外部模拟输入。

配置前只能通过 JTAG 测试访问端口

(TAP) 获取测量信息。 

 

用户报警 

系统监控器的实用内置特性之一是，它

能为片上传感器生成报警信号。设计师

能够设定上述报警信号的阈值。系统监

控器可以自主监控这些传感器，并且只

有在检测到报警状态时才会对系统发出

报警。 

    系统监控器还含有一个工厂设置的

报警状态，被称为过热报警 (OT)。一旦

启用该功能，如果检测到晶片温度高于

125° C ，系统监控器就会请求关闭整个
芯片。当晶片冷却到设定的温度水平时，

才给晶片加电。在芯片掉电期间，系统

监控器会继续操作片上传感器，并且对

其进行监控。 

    默认情况下不会启用 OT 功能，如

 

http://www.xilinx.com/cn/bvdocs/userguides/ug192.pdf
http://www.xilinx.com/cn/bvdocs/userguides/ug192.pdf


 
 
 
 
 

测试和编程环境中。 
 
系统集成 
除了能够利用 JTAG TAP 轻松访问系

统监控器之外，还可以通过 FPGA 架构

访问系统监控器的控制和状态寄存器。

利用 FPGA 架构可以在任何时刻对这

些寄存器进行配置和读取。允许通过 

 

 
 
 
 

(IR) 降。在上述高活动期间，我们还监

控了 FPGA 的温度。能够在开发阶段迅

速确定电源或 PC 板设计的潜在问题。

JTAG 访问功能还提供了一个简便的方

法，能够确认特定设计是否配有适当的

冷却系统。ChipScope™ Pro 分析器可
以轻松访问系统监控器；而且，这种访

问功能还能够轻松地集成到其它 JTAG 
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JTAG TAP 控制器和架构接口对系统监

控器的寄存器进行双重访问，并提供了

相应的仲裁方案来管理可能出现的争用

现象。 

在设计中例示系统监控器，并在

FPGA 配置过程中对其初始化时，还能

够定义这些寄存器的内容。因此，可以

对系统监控器进行配置使其以用户自定

义的运行（后配置）模式启动。架构接

口就是我们所熟知的动态重配置端口

(DRP)。DRP 是一个并行的 16 位同步数

据端口（类似于 block RAM）。 

    对于需要对系统监控器进行更多控

制的高级应用（此时）而言，DRP 能够

让系统监控器轻松地映射到硬/软微处理

器的外设地址空间中。图 3 显示了一个

典型系统管理应用，这里 MicroBlaze™
处理器运行一个类似于协议的智能平台

管理接口 (IPMI)，并且通过管理通道（如

以太网，甚至是简单的 UART/调制解调

器）与系统主机进行通信。 

    系统监控器还以通用 ADC 的形式

提供了一个重要的微处理器外设。这是

业界首次将微控制器中常见的模拟外设

集成到 FPGA 中。此外，该系统还可以

完全控制 ADC 操作。ADC 提供了大量

采样模式，并且支持单极、双极和全差

分模拟输入方案。 

 
结论 
Virtex-5 系统监控器为一般的片上和外
部环境监控需求提供了一个大大简化了

的解决方案。其功能访问需要极少的开

发和设计工作。通过将系统监控器和

JTAG TAP 控制器连接在一起，JTAG

功能已经延伸到新的应用领域，从而实

现了新的测试能力。 

    我们非常希望收到您对本文所提到

的任何专题的意见和反馈信息，特别是

我们的开发队伍如何更好地为您的系统

监控和测试需求提供支持。  

图 2 - 通过 JTAG TAP 获取系统监控器的测量结果 

 
 

图 3 - 充当微处理器外设的系统监控器（或 ADC）


